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NORMA BRANZOWA BN-78 I 

Pluty offsetowe 
POLIGRAFIA 

na podłożu 
Wymagania 

M uH i - meta I offset pla tes Plaques offset multi-paul' 
en steel base metalliqu es surface d'acier 

Req uiremel1ts and exa- Ex,igences et recherches 
l11Iinatiolls 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

wymagania i bada,nia dotyczące płyt offseto'wych 
wielometalowych na podłożu sta lowym wykor,a

nych na blachach sta lowych przez elektrolityczne 
osadzanie podwarstwy niklu oraz warstw miedzi 
i chrom u, stosowanych do wykonywania offseto

wych form drukowych . 

1.2. Nazwy i określenia 

wielometalowe 7435-01 

stalowym 
l badania 

Grupa katalogowa XVII 93 

IloJlHMeraJ1JIIi'leCKHe llJl&CTl1HLI Mehl'metalloffsetplatten 
Ha CTaJlhHOI rrOAJIOBKe auf der Stahlunterlage 

'fpe6oBaHHH H XeMHH'leCKHe Forderungen und 
HClThlT&HHlI Priifung 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie - wg 

SWW podbranża 0583-51 , przy czym oznaczenie 

należy uzupełnić po kresce ukośnej wymiaTami 
według załącznika 1. 

2.2. Przykład oznaczenia płyty offsetowej wie

lcmetalowej o wymiarach 950 X 1120 mm i gru

bości 0,42 mm: 

1.2.1. Warstwa technologiczna - warst wa mle

dzi (oleofilna) lub warstwa chromu (hydrofi lna ), 
biorące udzia: vv procesie techno logicznym dru

kowania offselowego. 

PŁYTA OFFSETOWA WJELOMETALOWA 
0:')33-51 9:\0 X 1120 )( 0,4 B;0-78/743:1 - 01 

3. WYMAGANIA 

1.2.2. Partia płyt - liczba sztuk płyt w pacz
kach po 10, 20 lub 40 sztuk. 

:5.1. Materiat Wymagania dotyczące materiału 

podano w załączniku 2. 

1.2.3. Pozos t"łe nazwy określenia wg 3.2. Własności fizyczne 

no w tabeli. 

chemiczne płyt poda-

BN-7217401-1O oraz BN-7317401-12. 

Wyszczególnienie 

1 

a) Wy miary (szerokość i d ł ugość:) 

b) Dopuszcz,d'lle odchyłki wy'niar6w, me 
,więcej niż 

I 
e) Różnica dl ugości przekątnych , ni c~ 

I __ więcej niż 

d) Grubo~ć : 

- płyt o wymiarach do 920 X 13 .~O 

- ~ płyl [) pozostałych \'vymiar"ch 

.J ednostka I ,,, . I 
I
· I vv ymaganla 

m 'iary I 
--~---I- -~ -~---~---------- I 
I ~ l 3 - --- ~ - - ~ - - - -

I \'.'edłu g zaL.jcznika l: dopu-I 
I szcza s.ię inne wymiary pod

sta wowe wed ług uzgodniel'] I 
pO~TIiędzy zarmlwiającym 

prooucenteln 

+3 

Spo;;ób sp ra i'idzenia 

4 

przez zmierzenie przymia
rem liniowym z dokładno

ści'l do 1 mm 

przez zmierzenie przymia

3 I rem l iniowym z dokładllo
i ścią do l mm 
.. ----~----_ .. - --- ----- -

l
i ! mikrometrem tarczowym do 

b lach wg PN -73/M -53211, 
030 + 003 j'ednolita w ',Darlii --' __ -=-_'_' w co naj mniej ;) różnych 

~,42_± 0 ,O ~, ~e~d~n~o_li\<l _w _j)~l't,ii_ f m;ejscach 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawc zćJ-Rozwojowy Pnemyslu Poligraficznego 
l h l<ll1UWlOn" przez :'\a czeloeg o Dyrektora Zjedn ::JCzenia Przemys ł u Poligraficzneg o dnia 20 czerWC,1 1978 1'. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 1'. 

(Dz, Norm. i Miar nr 15/1978 poz. 67) 

WY OAWNICTW A NORMALIZ _'\CYJN E l~j~S. Wpływ do \VN 14.l'.78. Orid 'LlO do skład u ';1.8 .73. C('n ~ zl ~I , ~O 

DI"UJ-.: u].::or"1cznno \\' list opadzi e '1'8. Obj . O,~:) 2 . \\' . Nakład 1:~OO + 42 egz. 
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cd. t abeli 
---------------- --- -- ~ - --------------------------------- ----

Wysl'lczególnien ie Jednostka - Wy'm'aganlia Sposób sprawdzenia 
miary 

I -
1 2 3 4 ----- --- ----- - --- -- ----- -----

e) Grubość wars-tw technol.og-icznych : 

-- chromu p.n1 1,3 ± 0,3 
- wg 4.4.1 

-- miedZli 6 ± .2 
I 

f) WytQ'zymałość pły,t na pr,zeglinanue, 
oznaczana w szczękach imadła o prq-

I 
mieniu r=2 ,5 mm, nie mni'~j ni.ż~ _ _o. - . - --I -. . .. . _-- . - ._ ... _---_. - . .. 

-- wzdłuż k.ierunku wa,lcOiwanua pod- l iczba 

I I loża 40 
-- - - - ----- - - -

poprzek k,ierunku walcow3.!nia 

I 

, wg .p N-74/H-04407 -- w 
podłoża .30 

---- - -- -

I 
l g) Chropawa tość powierzchni wa["stw l 

technologoicznych, oZinaczaną ja,ko l ' I 
I 

średnie odchylen-ie profii lu Ra _wg 
I PN-73/M-04251 , nie więcej niż: 

[Lm 
I 

-- dla miedzi 
I 

0,2,5 
-. wg 4.4,2 
-- dla chromu I 0,32 

------ -
h) Przyczepność wa,rstw, oznaczana: 

-- metodą przegięć podwójnych, nie Ofo 
mni,ej In~ż 5,0 

4.4.3 - wg 
k~'alWędzie nadęć pow1inny 

-- metodą siiolltkii nacięć być gładkie, bez zluszczer'l 

I i odwars,twier'l 

--
płyity powi'nny być płaskie; 

i) Płaskoś ć 
dopu-s.z'cza się odchyłki Z3 - wg 4.4.4 
nika,j ące przy naci ąganiu 

I płyty na c y,l,ion d er 

I 
powie rzchn;ia d robnokrysta- I 
li0z'na o j ednoI'Odnej budo-
wlie" po,Wlier:Zlchnia: 
-- miedZli -- półbłyszcząca 

j) Wyg.ląd powierzchni warstw techno- zabarwieniu jas'l1oczer-o 
logicznych w,oll1yom 

-- c,hramu -- półma towa lub 
maltowa o zabarwieniu -- ,n iebieskosza1rym 

zadrapalruia, smugi, po'ry, 
dziury , pęcherze, wyraźne 

wybrzuszenia i pofa lowania, 
k) Wady niedopuszczalne 

zł'usz,c.zenia, pr.zypalania, p,pzez oględzvny 

wżery, piibting, ostre kra -
wędz,ie 

na s pod,rui ej s,trOlnie każdej I 

pły-ty należy ozna,Clzyć tu-
szem, faTbą lub w ,inny 

l) Cech owanie , 
włeśdwy sposób wymiary i 
grubość pły,ty oraz da,tę 

produkcji 
--

powierZlcnnia tech-ruol-og-iczna 
I płyt (,wa'rs.t'wa chramu) po-

ł) Konserwacj a 
I 

winna być sita ra,l1II1 i e pokry-J 

ta ~'ozt,worelm gumy arab-
sk.iej lub dekst,ry,ny 

- -
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4. BADANIA 

4.1. Program badań 
4.1.1. Badania pełne obejmują sprawdzenie 

wszystkich wymagań wymienionych w rozdz. 3. 
Badania pełne należy wykonywać okresowo, 

przy każd e.i zmianie materiałów lub surowców 
oraz w przypadku uznania partii za niezgodną 

"7 wymaganiami normy. 

4.1.2. Badania niepełne 'Obejmu.i ą sprawd zenie: 
(1) wyglądu powierzchni warstwy chromu (3.2j), 
b) wyst~powal'1ia wad niedo~uszczalnych (3.2k), 
c) prawidłO\lvości cechowania (3.21), 
d) konserwacji powierzchni (3 .2ł). 

Badaniom niepełnym podlega każda płyta. 

4.2. Sposób pobierania próbek 
a) do badań peinych - według pozepi.sów obo

wiązujących u produce:1ta w zakresie kontroli 
technologicznej, 

b) do badań niepelnych wszystkie płyty 

z partii. 

4.3. Wadliwo~ć - nie więcej niż 4u/II. 
4.4. Opis badań 
4.4.1. Oznacza nie grubości warst",' technolo

gicznych 

4.4.1.1 . Oznaczanie grubości warstwy chromu 
a) metoda za lecana polega na wyko.r zys taniu 

z.iawiska \vstec.z.nego odbijania promieni ]3 , po
lhod zących ze żrćdel radioaktywnych . Grubość 

powłoki na leży oznaczać warstJwomierzem izoto
powym l) zgodnie z instrukcją obsługi pr zyrządu 

(zakres pomiaru O do 10 ~I.m, działka na ska li co 
0,1 ~Im, dokładność pO·r.1iaru 5°/ (1). Należy wyko
nać co najmniej pięć oznaczań w równomiernie 
rozJożonych punktach płyty. 

Za wynik końcowy przyjąć średnią arytmetycz
nq pięci u oznaczań obliczonych z dokład no.3cią 

do 0,1 [.lm, 

11) metoda dopuszczalna -- metoda całkowitego 
rozpuszczenia wg PN-74/H-04605 rozdz. 4 z tą 

różnicą, że spodnią stronę i obrzeża p!'óbki na
leży zabezpieczyć przed rODpuszczeniem lakierem 
kwasoodpornym, który po rozpuszczeniu chromu 
należy zmyć odpowiepnim rozpuszczalnikiem. 

-1.4.1.2. Oznaczanie grubości warstwy miedzi 
a) metoda zalecana polega na oKreśleniu łącz

ne j grubości warstw miedzi i chromu oraz wyli
',:zen iu grubości warstwy miedzi. Grubość warstw 
na leży oznaczać grubO'ściomierzem elektromagne
tvczny m I) zgodnie z instrukcją obsługi (zakres 
pomiaru O do 25 ~lln, działka na skali co 1 ~lm, 

dok ładność pomiaru 10°/11). 
Należy wykonać co na jmniej pięć oznacza t'l w 

równomiernie rozłożo'nych punktach płyty. Za 

l) Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 

łączną grubość warstw przyjąć ś'l"ednią arytme
tyczną pięciu O'znaczań obliczonych z dokładno

ścią do 0,1 !-Lm. 

W ynik końcowy wyliczyć ja.ko różnice łąc znej 

grubości wars-tw i grubości warstwy chromu ozna
czanej wg 4.4.1.1a), 

b) metoda dopuszczalna - m etoda całkowi

teg O' rozpuszczenia wg PN-74/H-04605 rozdz. 4 
z tą różnicą, że spodnią stronę i obrzeża próbki 
należy zabezpieczyć p'rzed !I''OZ!puszczeniem lakie
rem kwasoodpornym, który po ro·zpuszczeniu 
warstwy miedzi należy zmyć odpowiednim roz
puszczalnikiem. 

4.4.2. Oznaczanie chropowatości powierzchni 
warstw tech nologicznych należy wykonać profi
Jografem l) zgodnie z instrukcją przyrządu, w 
dwóch kierunka ch prostopadłych do siebie na 
trzech próbkach Q wymiarach około 20 X 20 mm 
wyciętych z równomiernie l'ozłożonych miejsc 
plyty. WyniJki oznaczań pO'dać jako średnie od
chylenie profilu Ra zgodnie z PN-73/M-04251. Przy 
oznaczaniu chropowatości warstwy miedzi należy 
uprzednio usunąć warstwę chromu wg 4.4.1.1b). 

4.4.a. Oznaczanie przyczepności warstw techno
logicznych 

a) metoda zalecana - przegięć podwójnych 
i mierzenia długości odcinków, wzdłuż których 
powłoka pc złamaniu Ipróbki oddzieliła się od 

· podłoża. Złamanie próbki wykonać wg PN-74/ 
H- 04407. Na uzyskany m przełomie zmierzyć 

przymiarem liniOlwym z działką milimetrową przy 
użyciu Jupy - 8 X całk'Owitą długość odci:nków, 
wzdłuż których powłoka oddzieliła się od pod-
loża. . 

Przyczepność (P) obliczyć w procentach według 
wzoru 

\' _O, 
P = - ·100 

CI 

w który m: 

Ial - suma długości odcinków, wzdłuż któ
rych powłoka oddzieliła się od podło

ża, mm, 
a - całkowita długość przełomu, mm. 

Za wynik końcowy przY.iąć średnią arytme-
· tyczną trzech oznaczań obliczonych z dokładno

.śc ią do OY/o. 

b) metoda dopuszczalna polega na wykonaniu 
nacięć badanej powłoki siatką rys krzyżujących 
s i ~ pod kątem prostym. Rysy należy naciąĆ 
ostrym nożem równolegle, w odległościach cd 
3 mm, na całej grubości powłoki, aż do podłoża ~ 

Siatkę nacięć o powierzchni nie m!l.1iejszej nii 
50 mm~ wykonać na trzech próbkach o wymial 

· rach okolo 100 X IOO mm2, wyciętych z różnych 
: n: iejsc badanej płyty. W przypadku niewłaściwej 
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przycz~pności nastąpi złuszczenie lub odwarstwie
nie czworoboków powłoki utworzonych przez 
siatkę wl.cięć. Powłoka o dobrej przyczepaości 

nie powinna m~eć ani jednego złuszczenia czwo
roboku. 

4.4.4. Oznaczanie płaskości płyt. Badaną płytę 

należy ułożyć na płycie traserskiej. Następnie 

wzrokowo i przez wypukiwanie palcem w róż

nych miejscach płyty oUsetowej sprawdzić, czy 
przylega ona całą powierzchnią do płyty traser
ski ej . W przypadku dostrzegalnych odchyłek od 
płaskości płytę należy naciągnąć na cylinder w 
celu Sipra wdzenia zanikania odchyłek płaskości. 

1.5. Ocena wyników badań 
,~.5.1. Płyta dobra. Płytę offsetową należy uznać 

za z,godną z wymaganiami normy, jeżeli przejdzie 
przez wszy!Ytkie badania wg 4.1 z wynikiem do
datnim. 

4.5.2. Ocena partii. Partię płyt offsetowych 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba sztuk wadliwych nie przekroczy 4°/" 
partii . 

4.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Na zą 

danie odbiorcy producent powinien dołączyć za
świadczenie stwierdzające zgodność płyt z wy
maganiami poda'nymi w 4.1.1. 

KONIEC 

Informacje doda,tkawe 

ZAŁĄCZNIK 1 

GŁÓWNE WYMIARY PŁYT OFFSETOWYCH 

Wymi.a,ry nominalne 
mm 

Maszyny arkuszowe 

510 X 6.45 X O,3 

650 X730 X 0,3 

670X810XO,3 

880X870XO,3 

790X:1045XO,3 

820 XI0,1{) X 0,3 

8,20 Xi1030 X 0,3 

950XH20XO,4 

1050 X 1,260 XO,4 

Maszyny zwojowe 

467 X 620 X 0,3 

47'5X675XO,3 

690 X 975 X 0,3 

637 XI1025 X 0,3 

750X:J.065XO,3 

Typ maszyny offsetowej 

So,lna 125, 2.25, 425 

Planeta BrHant POI 

Phm'eta P02 

Planeta PEO 3-1 

Miller T IP 41 

Planeta Var.iaJnt P-14 do P-64 

Roland Rekord III b, Solna 240 

AlaHeta PEO 5-:1 ~ PZO 5-1 

Plarneta PZO 6-1 l PElO 6-1 

Planeta RO 62 

Zirkon 66 

Ro:toiman 

S.olna22D 

Gompacta 
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ZAŁĄCZNIK :! 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOZA STALOWEGO 

1. Materiał - blacha stalowa ze stali walco
wanej na zimno, bez dodatk6w stopowych z do
puszczalną zawartością: 

węgla, - od 0,09 do 0,10°/0, 
manganu - od 0,20 do 0,40010, 
fosfor u , nie więcej niż .- 0,0400/0, 
siariki, nie więcej niż - 0,050% . 

2. Grubość blachy oraz tolerancja grubości -
·dostosowana do grubości l tolerancj i grubości 

płyt wg 3.2d). 

3. Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-71 / 
H-04310 powinna wynosić 275 do 412 MPa. 

4. Wydłużenie względne wg PN-71 /H-04310 
powinno wynosić 28 do 32'°10. 

5. Tłoczność wg PN-68/H-04400 powinno wyno
sić n ie mniej niż 75 mm. 

6. Wytrzymałość na przeginanie - wg PN-74/ 
H-04407 dla szczęk o promieniu r = 2,5 mm: 

a) lic zba przegięć wzdłuż kierunku walcowa
nia - nie mnie j niż 70, 

b) liczba przegięć w poprzek kierunk u walco
wania - nie mniej niż 60. 

7. Chropowatość powierzchni wg PN-73/ 
M-04251 , R(! powinno wynosić m e więcej mz 
0,25 [lm. 

8. Pozostałe wymagania. Blach y powinny być 
płaskie , bez pofa lowań, rys, pęcherzy, zawalco
wań, porów, łusek, pęknięć, rozwarstrwień, wt.rą

ceń niemetalicznych widocznych gołym okiem. 
Kratwędzie powirnny być zatęp1one, a boki pro
st(j]{ą tn e. 

9. Stan dostawy. Blachy powinny być dostar
czane w sta:nie wyżarzonym, wygładzonym i na
oliwione. Do każdej dostawy Ipowinien być do
łącZ'Ony a1test. 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Bada
wczo-R'Oz,wc~ tOtwy Przemysłu Polig,raficZll1ego, Warsza'wa. 

2. Normy i dokumenty związane 
P N-71/H-04310 Próba s·tatycrz.na rozoiągania metali 
PN-68/H-04400 P,róba tłoczności metodą Erichsena 
P N-74/H-04407 Próba przeginania blatch, taśm i bed-

nalrki 
PN-74/H -04605 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości 

powlok me'taJo,wyc h metoda/mi niszczącymi 
P N -73/ M-04rl51 S'l-ruktura geomet-rycz,na powierzchni. 

Chropowa,tość powi'erzchni. Określenia podstawowe 
i pa1"amet.ry 

° N-73/M-5321t1 Wa'rszta·towe śncd ki mieTlnicze. Mikrome
try tal'Ctzowe d o blach 

BN-72n401-10 T,erchni".ka dnukowania płaskliego. Wykona
n ie formy drukowej. Naq,wy li określenia 

B N-7317401-12 Galwanotechn~ka p.oHgira:5iczna. Nazwy 
i okreś' l'enia 

·Sysrtemat y·cz ny Wykaz Wy,r·obów. T . 1. GUS. Warszawa: 
Wydawnictwo Kartalogów i Oenników 1975 

3. Literatura 
Brodurkcja .przemysłowa oHsetowyc'h pły,t wie'lome,ta

lowy~h stall~miedź-c htr.om . Dokumentac~a Oś.r·odka Ba
dawczo-Rozwojowego Przemysłu P.ohlgraficznego. 

Ins trukcja dla płyt trójmetaliowych Slta l-mliedź

chrom. Zakłady Mec haniczne Pirzemysłu Poligraficz,nego 
GRAFMASZ. 

ł . Normy zagraniczne 
CSRS ON 88 2240 Bimetallicrke o-isetove desky 
NRD TGL 28 828 V10rbeschichte t T,riJmelta Hplatten in Ein

zelseilt enspanung f Li.r ZeiJtungenim Rheinischen For
mat. T echnische Forderungen und PrUfung 

5. Symbol wg SWW - 0583-51. 

6. Autor pro,iektu normy - mgr mz. Wa'!lda Jaros, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 8nzemysłu Po,lligrafricz,ne
go, Warszawa. 

7. Opracowanie normalizacyjne normy - inż. E.lżbie

ta Stal1iisze,w ska , mgr RyszatTd God l·ews ki , OŚ.rodek Ba
dawczo-Thozwo}owy Przemysłu 8oIigraf-icznego, Warsza
wa. 

8. Zalecane przyrządy do badania grubości i chropo
watości warstw technologicznych 

al warshvomierz iwtop.owy - GIL 41 (PRL> , Beta
scope (RFN, USA) , 

b) grubościomierz elekt.roma'g-netycilny Ut.rametT 
A -88 lub A-9 (PThL), Pe.rmascop ~FN, USA) , 

c) p.no:llilograf - Homme l T eó>ter typ T-3 (Aushlia) , 
Talysurf (Wlielka Brytania) 
lub inne, a le o takiej samej dok ładności pomiarów jak 
podana w nin'iejs,z,ej normie. 

9. Producent i dystrybutor - Zakłady Mechaniczne 
Prz,emysłu PoLig,raHcznego GRAFMASZ, Cen t,rala Zao. 
pa brzenia Przemysłu Poligraficznego TECH NOGRAF. W 
celu wyeliminowania ró·źnych formaitów płyt dla tych 
samych ty;p6w maszyn - druka'I1[l1ie są obowiązane do 
podawanria w zamówieniach typów maszyn dla żąda 

nych formatów. 

10. Badania laboratoryjne. Oprócz producenta, do ba 
dań płyt j est ~powa'żniQny OŚI1Odek Bada,wcz,o-Rozwoj o
wy PrzemysŁu Polig,rafricZJneglo, War,sizalWa, ul. M,iedzia
na 11. Do zlecanych badań na1leży przesłać próbki przy
go'towane zgodnie z p. 4.4 niniej szej normy. 
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